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9.	 	 研究実績の概要	 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した	 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立	 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。	 

平成２２年度の研究成果を以下に示す。 
（１）昨年度の提案した機能 RTLテスト容易化設計法(F-Scan法)を最大限に活かしたテスト生成法
として、制約付き RTL テスト生成法の開発を行い、ベンチマーク回路でその有効性を評価した。従
来のゲートレベル・スキャン設計法と比べ、面積オーバヘッド、テスト実行時間の削減に成功してい

る。 
（２）ネットワークオンチップの非同期インターコネクトを対象とし、非同期回路のテスト手法、テ

スト容易化設計法を提案した。従来手法の種々の問題を解消し、最小の遅延オーバヘッドのもとで面

積オーバヘッドの大幅な削減を達成するとともに故障検出能力をより向上させるのに成功した。 
（３）テスト容易性と安全性の両立に関しては，すでにシフトレジスタ等価回路を用いた安全（セキ

ュア）スキャン方式を提案しているが，その方式を更に発展させた。微分動作攻撃（組合せ回路側か

らのスキャンベース攻撃）をモデル化し、その攻撃を防御する安全でテスト容易なスキャン方式を提

案した。シフトレジスタ等価回路族において微分動作同値関係を導入し、その同値類の濃度を導出し

、提案する方式の微分動作攻撃に対するセキュリティレベルの高さを明らかにした。 
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2010	 IEEE	 International	 Test	 Conference 2010.11.4 Austin, USA 
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IEEE	 the	 19th	 Asian	 Test	 Symposium 2010.12.2 上海、中国 

 
発	 表	 者	 名 発	 	 表	 	 標	 	 題 

Katsuya	 Fujiwara SREEP-2:	  SR-Equivalent	 Generator	 for	 Secure	 and	 Testable	 Scan	 D
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lation	 with	 Stuck-At	 Faults 
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